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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

本研究の目的は、申請者らが開発を進めてきたプラズマ励起軟X線レーザー(=13.9 nm) とキセノン(Xe)クラスターの相互作用を明らかにすることにある。ここで重要なのは、波長13.9 nm (光子エネルギー: 89.2 eV)ではXe 4d 内殻電子を光電離する過程が最も大きな反応断面積を持つということである。つまり、従来のように電離が最外殻電離から発生するのではなく、より原子核との結び付きが強い内殻電子からイオン化が始まることになる。通常この内殻励起状態(Xe 4d-1) は数フェムト秒のオーダーでオージェ脱励起するため、Xe2+イオンが最も多く発生することが放射光の実験で報告されている。一方、このＸ線レーザー集光強度は、第3世代放射光と比較して6桁も高強度である。故にこれまで観測されてこなかったＸ線域での非線形効果の出現など、新しい物理が期待できる。

まず、本研究ではイオン飛行時間分解計測よりＸ線レーザー・クラスター相互作用を調べた。その結果、Xe3+の生成効率が最も高くなり、放射光の同様の実験結果とは大きく異なることが判明した。このことは、内殻電離の脱励起過程としてダブルオージェ崩壊(光電子1個、オージェ電子2個が放出される)が支配的であることを意味している。
この原因をより詳細に調べるために、電子エネルギー分布を飛行時間分解計測法により決定し、高輝度Ｘ線にさらされたクラスター中において何故ダブルオージェ遷移確率が大きくなるのかについて調べた。その結果、電子エネルギー分布関数はMaxwell分布で良く近似でき、強結合クラスタープラズマが発生していることが判明した。そのためXe3+イオンのIPが低下し、Xe 4d-1からXe3+準位への脱励起可能な遷移チャネルが増え、結果としてダブルオージェ遷移確率（Xe3+イオン生成効率）の増大することが予想される。
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	欧文概要　ＥＺ

The xenon clusters were irradiated with a soft x-ray laser pulse having a wavelength of 13.9 nm (h=89.2 eV) and intensity of up to 2×1010 W/cm2. The photon energy was high enough to photoionize inner-shell electrons (4d) of the Xe atom. In contrast to the results obtained in synchrotron radiation experiments involving a free atom, the enhancement of double Auger decay probability with increasing cluster size and x-ray laser intensity was observed using ion TOF mass spectrometry for the first time. The most probable explanation for the phenomena could bea reduction in the ionization threshold within the cluster plasmas. Although the mechanism underlying the enhancement of DA probability with the cluster size and x-ray laser intensity has not been clarified, the further investigation using electron TOF spectrometer will make it possible to identify the ionization and decay processes of inner-hole in the clusters.
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